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Artykuf promocyjny

Carl Zeiss dostawca urzadzen do pomiaru
odchylek ksztattu, konturu i chropowatos$ci powierzchni

Carl Zeiss, znany producent wspotrzednosciowych maszyn pomiarowych, rozszerzyt swoja oferte o urzadzenia do
pomiaru odchylek ksztattu, konturu i chropowatosci powierzchni. Grupa produktéw, nazywanych dalej Zeiss SF & G
(Zeiss Surface Finished and Geometry) obejmuje:

e profilometry reczne (warsztatowe);
e profilometry i konturografy laboratoryjne;
e formtestery.

Urzadzenia do pomiaru konturu i chropowatosci powierzchni

URZADZENIA WARSZTATOWE

B Handysurf 35 to przenosne urzgdzenie pozwalajace mierzy¢ chropowatosé
powierzchni w miejscu powstawania czesci. Kompaktowa budowa i mozliwosé od-
taczenia mechanizmu posuwowego od obudowy (potgczonego przewodem), stoso-
wane w wersji podstawowej lub z dodatkowymi akcesoriami, gwarantujg wysokg
elastycznos¢ pomiaréw. Mozliwosé wspotpracy z drukarkg termiczng, wbudowana
pamie¢ wynikow pomiardw i ich pézniejsza obrébka na PC pozwalajg na bardzo tatwe
dokumentowanie uzyskanych danych pomiarowych.

B Surfcom 130 to zaprojektowane do stosowania w warunkach produkcyjnych

-
urzadzenie do pomiaru chropowatosci i falistosci powierzchni. Latwy dostep do 34 ﬁg{
parametréw analizy chropowatosci powierzchni i 24 parametréw falistosci, mozliwosé PR O

osobistego konfigurowania wyswietlanych ikon na kolorowym
"\@?ﬁ?&\ sk lub monochromatycznym wyswietlaczu, zintegrowana drukarka
/' e oraz mozliwo$¢ dodawania prostych rysunkéw — to cechy wyro-
=gl zniajgce Surfcom 130. Nie do przecenienia jest tez mozliwosc
" e pomiaru na dtugosci 50 mm i najnizsza w swojej klasie odchytka
R prostoliniowos$ci wynoszaca 0,3 um/50 mm.
- Surfcom 130

URZADZENIA LABORATORYJNE

Contourecord 1700
Wszystkie urzgdzenia laboratoryjne Zeiss SF & G do pomia-

ru konturu i chropowatosci powierzchni, dzieki modutowej
budowie, sg tatwe w stosowaniu. Skfadajg sie one z granitowej
podstawy, kolumny i uktadu napedowego (dtugo$é pomiarowa:
100 mm — standard, 200 mm — opcja). Opatentowana techno-
logia napedow liniowych eliminuje drgania powodowane przez
silnik, przektadnie i wrzeciono napedowe. Pozwala to osiagnaé
maksymalne doktadnosci pomiaréw z bardzo wysokimi pred-
kosciami przesuwu.

Systemy mogg by¢ wyposazone w uktady ramie — koricéwka
do pomiaru konturu lub chropowatosci lub tez doposazone,
w zaleznosci od zmieniajacych sie potrzeb. Moga by¢ rowniez
wyposazone w stoliki umozliwiajace przesuw w osi Y, czy tez
obrét w ptaszczyznach XY i ZX.

Do analizy wynikow pomiaréw uzyskiwanych za pomoca urzg-
dzen Zeiss SF & G stosowane jest oprogramowanie TIMS. Jego
koncepcja wykorzystuje mozliwo$¢ oceny odchytek ksztattu, kon-
turu i chropowatosci powierzchni w ramach jednej platformy, co
umozliwia wykorzystanie danych, np. z analizy odchytek ksztattu
lub chropowatosci bezposrednio do analizy pomiaru konturu.

Surfcom 2000
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Program TIMS zawiera wszystkie standardowe parametry wymagane
przez normy ISO, DIN, CNOMO, ASME i JIS, jak réwniez opcjonalne
metody analizy.

Rodzina urzadzen Surfcom obejmuje:
e Surfcom 1500 — urzadzenia do pomiaru chropowatosci powierzchni;

e Contourecord 1700/2700 — urzadzenia do pomiaru konturu;

e Surfcom 1900/2900 — urzadzenia do pomiaru konturu i chropowato-
Sci powierzchni z wykorzystaniem tego samego napedu (wymaga wy-
miany gtowicy pomiarowej: kontur — chropowato$é powierzchni i odwrot-
nie);

e Surfcom 2000 — urzadzenia do réwnoczesnego pomiaru konturu
i chropowatosci powierzchni;

e Surfcom 5000 — referencyjne urzgdzenia do réwnoczesnego pomia-
ru konturu i chropowatosci powierzchni.

Surfcom 1900 (R

i ZX.

Pomiar z wykorzystaniem stotu przesuwnego Y i obrotowego ZX

SURFACE TEXTURE & CONTOUR MEasURING STRUMEB

Surfcom 5000

W celu automatyzacji cyklu pomiarowego urzg-
dzenia Contourecord i Surfcom moga by¢ wyposa-
zone (w zaleznosci od potrzeb) w stét przesuwny
w osi Y i dwa stoty obrotowe w ptaszczyznach XY

Urzadzenia Zeiss SF &G umozliwiajg réowniez
pomiary topografii powierzchni 3DF. Do tego celu
stuzy stot przesuwny Y lub tez specjalny naped
dodatkowy (naped Y) umieszczany bezposrednio
na napedzie podstawowym.

Urzadzenia do pomiaru odchytek ksztattu

Kluczowym elementem w kazdym urzadzeniu do pomiaru odchytek ksztaltu jest stét obrotowy, ktéry w znaczacy
sposob wptywa na precyzje pomiarow. Stoty obrotowe w urzadzeniach Zeiss SF&G sg wyposazone w tozyska

pneumatyczne i osiggajg doktadnos¢ pozycjonowania do 0,02 um.

Wysoka doktadnos¢ wykonania stotu obrotowego oraz prowadnic pozostatych osi pomiarowych pozwala sprostaé
wszystkim wymaganiom dokfadnosciowym stawianym urzgadzeniom do pomiaru odchytek ksztattu.
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W sktad rodziny urzadzen do pomiaru odchytek ksztattu wchodza;

B Rondcom 41: kompaktowe urzgdzenie z recznym, wspomaganym przez oprogramowanie pozycjonowaniem
mierzonej czesci;

B Rondcom 44/54: wysokiej doktadnosci system z szerokim zakresem zastosowan i mozliwoscig tatwej rozbudowy
do petnej wersji CNC;

B Rondcom 47/55: wysokiej doktadnosci system z recznym lub sterowanym CNC stotem obrotowym, do mierzenia
czesci o wiekszych gabarytach;

B Rondcom 60: urzgdzenie referencyjne do pomiarow wymagajacych najwyzszych doktadnosci;

B Rondcom 72/75: wysokiej doktadnosci system z obrotowym ramieniem pomiarowym do pomiaru duzych
i ciezkich czesci.

Wszystkie urzadzenia RONDCOM majg uniwersalng budowe. Mogg by¢ one wyposazone w reczne lub w petni
sterowane numerycznie stoty obrotowe. W przypadku Rondcom 44 istnieje mozliwos¢ pézniejszej rozbudowy stotu
obrotowego z wersji manualnej do CNC. Zmiana taka jest bardzo tatwa do wykonania przez nasz serwis u klienta. Co
wiecej, Rondcom 54, 55 i 60 mogag by¢ wyposazone w sterowany CNC uchwyt gtowicy pomiarowej, umozliwiajacy
w petni automatyczny cykl pomiarowy.

W celu sprostania réznorodnym wymaganiom pomiarowym urzadzenia te moga by¢ dostarczane z kolumnami Z
0 réznej wysokosci i ze stotami o podwyzszonej obcigzalnosci.

Rondcom 44/54 il 5o Rondcom 72

Do oceny danych pomiarowych wykorzystywany jest program TIMS, ten sam ktéry stuzy do oceny konturu
i chropowatosci powierzchni. Typowymi, dostepnymi funkcjami programu sg biegunowe i liniowe tolerancje odchytek
ksztattu (wedtug DIN ISO 1101), takie jak obliczanie odchytek okragtosci, ptaskosci, walcowosci, wspotosiowosci
czy prostopadtosci.

Rondcom 41

Carl Zeiss Sp. z o.0.

Przemystowa

Analizy odchytek ksztattu oparte na TIMS pozwalajg na specjalistyczng Technika Pomiarowa
ocene parametrow kot zebatych, ttokow, ocene statystyczng uzyskanych ul. $w. Andrzeja Boboli 8/4
pomiaréw, analize Fouriera itp. 02-525 Warszawa

Doktadnosci osiggane przez urzadzenia Zeiss SF & G, ich modutowa budo- tel. 022 8810249, -50
wa (a co za tym idzie tatwo$¢ rozbudowy systemoéw), sposéb prezentacii fax 022 8482353
i przetwarzania danych pomiarowych sprawiajg, ze jesteSmy w stanie za- e-mail: imt@zeiss.pl
proponowac rozwigzanie niemalze kazdego problemu pomiarowego w za- www.zeiss.pl
kresie pomiaréw konturu, chropowatosci powierzchni i odchytek ksztattu. Wwww_zeiss.de/imt

A wszystko to po bardzo atrakcyjnych i konkurencyjnych cenach. Sprawdz nas!



